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シンチレータとは蛍光体の一種であり、X・γ線等の放射線を瞬時に数千から数万の可視光子に

変換する材料である。これまでに放射線検出器の需要拡大に伴って酸化物やハロゲン化物など

様々な化学組成のシンチレータが開発され、その材料形態には透明でシンチレーション光の損失

が少ない単結晶に焦点が当てられ、広く用いられてきた。そのような中、近年では焼結技術の向

上により高い透明性を有するセラミックスを合成することが可能となったため、透明セラミック

スのシンチレータ応用が期待されている。透明セラミックスは単結晶と比較して、固相反応であ

ることから発光中心を多量に添加できる点や合成温度が低いために発光特性に悪影響を及ぼす格

子欠陥の低減が容易に行えるといった利点がある。透明セラミックスシンチレータの関連研究と

して、ガーネット構造の酸化物について精力的に研究が行われており、特に Ce:Gd3Al2Ga3O12に関

しては透明セラミックスの発光量が単結晶の 1.5 倍 (単結晶の発光量 : 46,000 ph/Mev、透明セラ

ミックスの発光量 : 70,000 ph/Mev) に達している [1]。 

本研究では、透明セラミックスシンチレータの新たな候補として NaI に着目した。Tl 添加 NaI

単結晶は古くからそのシンチレーション特性が知られており、比較的安価であることに加え、高

い発光量を持つことから今なお放射線検出器として利用されている。一方で Tl添加 NaI透明セラ

ミックスのシンチレーション特性は報告されていない。そこで本研究では Tl添加 NaI透明セラミ

ックスを放電プラズマ焼結法により作製し、光学特性およびシンチレーション特性における Tl濃

度依存性について評価を行った。 

Fig. 1に Tl添加 NaI透明セラミックスの拡散透過スペクトルを示す。Tl濃度が低い試料におい

て、吸収が 260 nm 付近に観測され、500 nmにおける拡散透過率は 60%程度であった。Fig. 2に X

線誘起シンチレーションスペクトルを示す。シンチレーションピークは 330および 410 nm付近に

観測された。同様のピークが Tl添加 NaI単結晶においても報告されていることから、これらはそ

れぞれ自己束縛励起子と Tl+の 3P1→1S0 遷移に由来するピークと考えらえる [2, 3]。 

  

Fig. 1 Diffuse transmission spectra. Fig. 2 X-ray-induced scintillation spectra. 
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